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Анотація 

В роботі розглянуто способи прискореного тестування схем цифрових пристроїв. Проаналізовано реалізацію 

різних методик тестування цифрових схем для вибору серед них таких сполучень процедур пошуку 

несправностей, які найкраще використовують апаратні властивості засобів внутрішньосхемного тестування. 
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Abstract 

Methods of accelerated testing of circuits of digital devices are considered in this work. The implementation of various 

methods of testing digital circuits has been analyzed to choose among such combinations of troubleshooting procedures 

that best utilize the hardware properties of in-circuit testing. 
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Серед відомих систем діагностування цифрових пристроїв певне місце займають засоби 

внутрішньосхемного тестування. Особливість таких систем полягає в тому, що можливість фізичного 

контактування з внутрішніми вузлами (контрольними точками (КТ)) об’єктів дає змогу реалізовувати 

різноманітні стратегії спрямованого пошуку несправностей. Конструктивний доступ апаратних 

засобів до вимірювальних вузлів друкованих плат лежить в основі композиційного підходу щодо 

формування ефективних компонентних структур їх розбиття [1].  

При цьому слід відзначити, що різноманітні особливості і вимоги сучасного виробництва цифрової 

техніки, а також останні досягнення в підвищенні ефективності методів діагностування дають певні 

підстави, щодо організації сумісних швидкореалізуючих процедур спрямованого пошуку 

несправностей. 

Аналіз методів і властивостей сучасних засобів тестування ЦП показує що функціональна і 

конструкторська складність друкованих плат об’єктів суттєво знижує ефективність застосування 

останніх і признає їх обмеженість і вузькоспрямовані дії. Як правило, наслідком цього є зниження 

глибини діагностування, зростання часу як тестування, так і підготовки пошукових процедур 

несправностей [2].  

Разом з тим властивості методу внутрішньосхемного тестування дають перспективи покращити ці 

показники за рахунок штучної тимчасової реструктуризації об’єктів під час діагностування. Це може 

досягається без таких ускладнень, як внесення додаткової апаратної надлишковості і заощадження 

часу тестування за рахунок врахування вже розроблених бібліотек тестових процедур.  

Метою дослідження є скорочення загального часу діагностування цифрових схем, шляхом 

упорядкованого використання пошукових властивостей процедур тестування на основі 

композиційного підходу систем внутрішньосхемного знаходження несправностей в умовах сучасного 

виробництва. 

Для досягнення поставленої мети слід вирішити такі задачі: 



1. Дослідити електричні особливості процедур контролю несправностей типу лог. 0 або лог. 1 в 

вузлових точках тимчасового з’єднання внутрішніх ланцюгів схем.    

2. Проаналізувати формальні часові співвідношення тривалості контролю і розрядності введених 

проміжних сигнатур в процедурах тестування. 

3. Зробити порівняльний аналіз використання різних сполучень методик тестування цифрових схем 

на основі їх реструктуризації [3].   

Для апаратних засобів внутрішньосхемного тестування процес стиснення діагностичної інформації 

можна додатково удосконалити за рахунок зменшення кількості введених елементів контролю (або їх 

повного усунення) в процедурах спрямованого пошуку несправностей. Це може бути здійснено за 

рахунок тимчасового введення штучних електричних ланцюгів між визначеними внутрішніми 

вузлами схеми під час тестування. Ітераційно це доцільно реалізовувати шляхом електричного 

контактного з’єднання такої підмножини внутрішніх КТ, які мають однакові рівні напруг, наприклад, 

лог. 1 (або лог. 0) на поточний час подання будь-якого тестового вектору [4]. Наслідком цього є 

доцільність генерування таких тестових послідовностей (векторів), в яких максимізоване число рівнів 

одиниць (або нулів) напруг на виходах внутрішніх вузлів компонентів. При цьому слід враховувати 

також властивість, що при фізичному «замішуванні» сигналів відбувається електричне домінування 

(при наявності несправностей), наприклад, сигналу лог. 0 (принаймні для ТТЛШ-схем) над сигналами 

лог. 1). При цьому необхідно змінювати значення напруг на виходах кожного компонента ЦП в 

процесі реалізації програм тестування. 

Реалізація розглянутих методів дає основу для розробки ефективних діагностичних процедур 

короткого часу реалізації, що особливо позитивно може відчуватися, наприклад, при конвеєрному 

виробництві сучасних електронних виробів. 
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